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Ключевые вопросы патентной аналитики

1. Цель и предмет аналитического исследования

2. Выбор баз данных и инструментария

3. Реализация поисковой стратегии

4. Обеспечение качества данных

5. Группировка патентных семейств

6. Структура аналитики

7. Технологический анализ

8. Работа с правовым статусом патентных документов

9. Анализ цитирования

10.Измерение качества патентов

11.Интерпретация аналитики

12.Формирование отчета
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Постановка цели исследования
Традиционные патентные исследования

 Понятно специалисту в области 
патентного права, патентной информации

 Число патентов, как правило, малое

Особенности патентной аналитики

Понятно целевым группам потребителей: 
 ученые, изобретатели, студенты

 патентные службы, IP управленцы 

 руководители инновационного блока

Число публикаций, как правило, большое 3

Правовой 
аспект

Мониторинг
Патентная 
статистика

Технический 
аспект

Оценка 
эффективности 

НИОКР

Конкурентная 
разведка

Технологическая
разведка

Инновационная 
стратегия

+ Привязка к стадиям 
инновационного 
процесса:

 Фундаментальные 
исследования

 Прикладные 
исследования

 Разработки/ 
Прототипирование

 Коммерциализация 



Инструментарий
бесплатные системы

 PatentScope

 Espacenet

 Lens.org

 patScape.ru

профессиональные системы
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Реализация поисковой стратегии
просто сложно

• Метод определения наиболее релевантных 
документов

• «Forward searching» 

• Методы автоматической группировки патентов

• Семантический поиск

• Гибридный семантический поиск
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• Тематический поиск

• Классификационный поиск

• Именной поиск

• Нумерационный поиск



Обеспечение качества данных
просто сложно

• Ручная стандартизация названий 
(на примере российских вузов)
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• Использование готовой стандартизации 
названий заявителей



Структура аналитики
просто сложно

• Традиционные + Специальные разделы отчета, 
ориентированные на решение бизнес-задач 
потребителя 

• Не ограничивается только патентной информацией
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• Традиционные разделы

• Основаны на публикуемых в патентах 
сведениях

1. Тренды
2. Технический 

анализ
3. Семейства
4. Субъекты
5. География
6. Цитирование
7. Правовой 

статус



Патентные семейства
просто сложно
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1) Простое семейство

2) Расширенное семейство

• 245 публикаций

• 1 – INPADOC

• 36 – DWPI 

• 29 – FamPat

• 35 – Simple

• 27 – ODPI

US2012313272A:– все публикации 
связаны 
одним общим(-и) 
приоритетом(ами)

– охраняет изобретение

– все публикации 
связаны 
хотя бы одним
приоритетом

– охраняет технологию

patbase.com
patinformatics.comEpo.org

Пример сложного 
семейства:



Технологический анализ
просто сложно

• Декомпозиция -> 
Кросс-
временной и 
Кросс-
проблемный 
анализ:
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• Анализ классификационных индексов 
(МПК, CPC)

• Анализ технологических направлений 
(technology domain) – методика ВОИС

• Интеллектуальный анализ 
неструктурированных 
данных:

http://www.wipo.int/ipstats/en/


Правовой статус
просто сложно

• Структура 
INPADOC: 
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http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-27-01.pdf

• Проверка в 
национальных 
реестрах:

Fips.ru –

• Wipo.int:
портал 
национальных 
реестров –

• Гармонизация глобального правстатуса
Стандарт ВОИС ST.27: • 22 категории 

событий:

Epo.org



Цитирование
просто сложно

• Рейтинг цитирования

11

• Структура цитирования
• ПЛ/НПЛ

• Лаги цитирования

• Категории цитирования (X, Y, A, …)

• Самоцитирование

• Технологический охват цитирования

• Поколения цитирования

• Метрики цитирования

• Политики ведомств по составлению отчетов 
о поиске

orbit.com

• Common Citation Document (проект группы ip5)

ccd.fiveipoffices.org



Метрики качества патента
просто сложно
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Базовые статистические 
индикаторы 
(как правило, абсолютные 
величины):

1) размер семейства

2) срок поддержания в силе

3) число пунктов формулы

4) число цитирований

5) наличие споров/оппозиций

6) наличие лицензий/отчуждений

7) число авторов изобретения

Более 40 метрик качества патента 
(как правило, относительные величины с 
дифференциацией удельного веса метрик 
по отраслям и бизнес-задачам), например:
1) доля документов с ранним приоритетом, 

не содержащих патентных ссылок
2) МПК-дисперсность
3) индекс оригинальности
4) индекс радикальности
5) индекс универсальности
6) индекс прорывных патентов
7) доля самоцитирования
8) среднее число слов в независимых пунктах 

формулы
9) сроки делопроизводства
10)среднее число положительных решений 

по оппозициям в рамках одного семейства
11)…



Интерпретация аналитики 
просто сложно
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• «Что вижу, то и пишу…»: • многоуровневая интерпретация:

Патентоведы
Бизнес-

аналитики

высоко-
квалифицированные 
отраслевые эксперты



Формирование отчета
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Целевая группа Степень 
содержательного 

восприятия

Уровень 
детализации

Структура аналитического отчета

Руководители R&D блока, 
Инвесторы

Специалисты по 
управлению 
интеллектуальной 
собственностью/ 
патентные службы

Инженеры, изобретатели, 
ученые, студенты



ВОПРОСЫ?

popov@rupto.ru 


